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近未来において、通信系と情報処理系が統合されたシステムとなるが、これには大容量

のファイルシステムが必要であり、データ蓄積量が現行より２桁以上増加しなければなら

ない。このような背景を受けて、光メモリ技術（ＤＶＤ）においてはさらなる高密度化が

要求される。著者らは最近ブルーレーザーを書き込み光源とした超高密度酸化物薄膜材料

を発見し、基礎特性および波長406nｍの半導体レーザー用いた回転評価を行い次のような

良好な結果を得た。

l)著者らは以前より、スプリットターゲットを用いたレーザーアプレーション法によって、

２種類の酸化物を交互に１０～150層ほど堆積させた構造の記録膜を作製し、波長406nｍ

の青色レーザーの回転評価装置でＣＮ比を測定してきたが､最近Znqln203,Ga203のうち、

２種類を組む合わせてスプリットターゲットとし１０～150層堆積させた。

2)このうち、ＺｎＯとIn203を用いてスプリットターゲットを構成し、ＤＶＤ用基板（track

pitchO・Ｍｍ,groovedepth～40川,groovedepthdutyO・Ｍｍ）に６０層堆積させた構

造の素子で開口数ＮＡ＝0.6、波長入＝406nｍの回転評価装置により、６７ｄＢのＣＮ比を得

た。書き込みのpeakpowerは３，Ｗという小さい値であった。

3)このときのＺｎＯとIn203のtraceratio（半導体レーザーパレスがスプリットターゲット

の各組成を照射する時間の割合）は１：１であった。

4)traceratio＝１：１の組成の膜で、４０層、２０層の素子では書き込みのpeakpowerは

Ｌ５ｍＷに減少し、ＣＮ比も５５ｄＢに減少した。また８０層、120層の素子ではpeakpower

は５～8,Ｗに増加したが、ＣＮ比較は１０～20ｄＢと大きく減少した。

5)traceratio＝１：ｌの膜の表面粗さをＡＦＭにて測定し、as-depositedstateで０．７６nｍ

という良好な値を得た。これは静的評価や回転評価の書き込みのにおいて、十分実用に

耐えるものである。

以上の結果は､応用物理学会のProceedingsofThel3'hSymposiumonPhaseChangeOptical

lnformationStorage（PCOS2001）にて発表された。
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